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内容概要

《固体材料常用表征技术》共分13章，分别介绍X射线光电子能谱分析技术，X射线粉末衍射分析技术
，俄歇电子能谱分析技术，X射线吸收精细结构分析技术，固体材料的质谱分析技术，电子显微镜分
析技术，电子探针X射线显微分析技术，核磁共振波谱分析技术，电子顺磁共振谱分析技术，衍射散
射式激光粒度分析技术，氮气吸附分析技术，正电子湮没分析技术，电化学阻抗谱分析技术。
《固体材料常用表征技术》既可可作为高等院校化学化工、材料、物理等专业的研究生教材和高年级
本科生教材，也可作为相关领域的科研人员和工程技术人员的参考书。
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章节摘录

　　自动X射线粉末衍射仪是计算机技术和衍射仪技术相结合形成的一种现代先进的自动化和智能化
仪器，适用于各种普通的或高精度的X射线多晶衍射测定工作。配有多种实用程序，能自动控制衍射
仪的操作，实时完成多晶衍射原始数据的采集、处理，以直接可用的实验报告格式输出数据分析的结
果。随着仪器技术的改进及自动化程度的提高，实验操作简化，多晶X射线粉末衍射分析法容易掌握
，对于一般的应用，不要求操作者必须具备专门的高深理论知识。　　2.2.2 工作原理　　2.2.2.1 衍射
的概念　　当X射线进入晶体之后，可以发生多种物理现象，对晶体结构研究而言，其中最主要的是
衍射现象。X射线射人晶体将引起晶体中原子的电子振动，振动的电子发出X射线。因此，每个原子都
成为一个新的X射线源向四周发射X射线，称为次生X射线，这种现象称为相干散射。次生X射线显然
具有与人射X射线相同的波长，但强度要小得多。单一原子的次生X射线是微不足道的，但是在晶体中
存在周期性重复的原子，由这些原子所产生的次生X射线会发生干涉现象，干涉的结果可使次生X射线
互相叠加（增强）或互相抵消（减弱）。干涉现象是由于在不同光源射出的光线之间存在光程差（△
）而引起的，只有当光程差等于波长的整数倍时，光波才能互相叠加，而在其余的情况下则减弱，当
减弱的干涉现象多次重复（即次生光源很多）时，次生光线会抵消殆尽。由于晶体中各原子所射出的
次生X射线在不同的方向上具有不同的光程差，只有在某些方向上光程差等于波长的整数倍，也就是
说，只在某些方向上次生X射线才可以叠加形成衍射线。X射线在晶体中的衍射方向服从劳埃方程和布
拉格方程。
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精彩短评

1、理论性东西讲解到位，唯一不足的就是缺少详细的例子分析！
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